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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Deuxiéme partie: Méthodes d'essai

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en i concerne les
questions techniques, préparés par des Comités sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéres questions,
expriment dans la plus grande mesure possible\un\ a international

2) Ces décisions constituent des recommandatiopsiinterhatiYnales et sont

3 la CEI exprime
le voeu que tous les Comités na terit dans leurs régles
nationales le texte de 5 a CEI, dans la mesure ou
les conditions nation&le ute divergence entre la
recommandation de la nationale correspondante doit,
dans la mesure du possibb en termes clairs dans cette
derniére.

La pr par le Comité d'Etudes n® 52 de la CEl:

Circuits

la Publication 326-2 de la CEl remplace la
1976. Cette nouvelle édition comprend |la
Publications 326-2A (1980) et 326-2B (1982) ainsi que
anvier 1988).

Procédure

des Deux Mois Rapports de vote

Rapports de vote

des Six Mois

52(BC)301 52(BC)313 et 313A 52(BC) 309 52(BC)314 et 314A

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti a l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 2: Test methods

FOREWORD

1} The formal decisions or agreements of the IEC on teghnical\ matters,

prepared by Technical Committees on which all the NationaI\ Comnpittees
having a special interest therein are represented, arly
as possible, an international consensus of opinio & hiects
dealt with.

2) They bhave the form of recommendations for i ernational \use and they

3) In order to promote international unificatio 3 expresses the
wish that all National Committees should 2 etext of the IEC
recommendation for their national 4\ 1 as national condi-
tions will permit. Any divérgencs recommendation and
the corresponding national r 3s possible, be clearly
indicated in the latter.

IEC Technical Committee No. 52:

This standarg\ ha
Printed circui

includes the second edition, Publica-
326-2B (1982), and Amendment No. 2

SixRﬂgthE‘VA Reports on Voting ngogggtti' Reports on Voting
52(C0)301 52(C0)313 and 313A 52(C0)309 52(C0)316 and 316A

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Reports indicated in the above table.
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- CARTES IMPRIMEES
Deuxiéme partie: Méthodes d'essai
1. Introduction

“La Publication 326 de la CEl se rapporte aux cartes imprimées,
indépendamment de leur méthode de fabrication, lorsqu'elles sont
prétes au montage des composants.

Elle est divisée en parties distinctes comprenant les informations
pour le réalisateur, les recommandations pour le rédacteur de la spéci-
fication, les méthodes d'essai et exigences pour les ents types de
cartes imprimées, par exemple simple et double icouches et
souples.

1.1 Objet de la deuxieme partie

1.

1.3

La Publication 326-2 de la CEl contierd
sur les méthodes d'essai

ns fondamentales
les conditions

ol une spécification
obtenir 'uniformité et la
reproductibilité dans les m
contréles des cartes imprimé

aux essais, pour maintenir |'uniformité de

méros des essais n'ont pas de rapport avec d'éventuelles
uenrices d'essais. Ils servent uniquement & identifier un
egsal aux fins de référence.

S 6y

Une lisfe de toutes les méthodes d'essai est incluse dans l'annexe A
de cette publication. Cette annexe sera rééditée lors de la parution de
nouveaux essais.

Publications de la CEl associées

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec les publica-
tions suivantes de la CEIl:

68: Essais d'environnement - (Anciennement: Essais
fondamentaux climatiques et de robustesse méca-
nique).

68-2-3 (1969): Deuxiéme partie: Essais - Essai Ca: Essai continu de

chaleur humide.

68-2-20 (1979): Essai T: Soudure.

Full document details: IEC 60326-2 1990
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PRINTED BOARDS
Part 2: Test Methods

1. I ntroduction

IEC Publication 326 relates to printed boards, irrespective of their
method  of manufacture, when they are ready for mounting the
components.

It is divided into separate parts covering information for the
designer, recommendations for the specification writer, +test methods
and requirements for the various types of printed board g. single-
and double-sided, multilayer and flexible printed board

1.1 Purpose of Part 2

IEC Publication 326-2 contains fundam
methods and procedures including ‘ i : ditioning for
printed boards.

it is intended to be used in those
has to be prepared, so as ie

p._a detail specification
reproducibility in
printed boards.

1.2 Contentsi
The tests™are mbered accordingly.

To facilitate : the tests, to retain consistency of pre-
sentatio ' i or future expansion, each test is identified
by a ndmber\s er-case letter.

Note¢’. - numbers have no significance with respect +to an
st sequence. They are intended only to identify a

A all test methods included in this publication is given in
Annex A. This annex will be reissued whenever new tests are
introduced.

1.3 Associated |EC publications

This standard shall be used in conjunction with the following IEC
publications:

68: Environmental testing - (Previously: Basic environ-
mental testing procedures).

68-2-3 (1969): Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady state.

68-2-20 (1979): Test T: Soldering.
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68-2-30 (1980): Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide
(cycle de 12 *+ 12 heures).
97 (1970): Systéme de grille pour circuits imprimés.

194 (1975): Termes et définitions concernant les circuits
imprimés. '

249-1 (1982): Matériaux de base pour circuits imprimés, Premiére
partie: Méthodes d'essai.

326-1 (1984): Cartes imprimées, Premiére partie: Informations
générales pour le rédacteur de spécifications.

326-3 (1980): Troisieme partie: Etudes et application des cartes
imprimées.

326-4 (1980): Quatriéme partie: Spécification

es imprimées

326-5 (1980): Cinquiéme partie: Spécification artes/imprimées

' a simple et a double facelave allisés.

326-6 (1980): Sixiéme partie:
multicouches.

pour \cartes imprimées

454 sensibles a3 la

454-3-1 (1976): ons pour les matériaux

onditions applicables au
plastifié avec adhésif non

Revétements métalliques et couches d'oxyde -
Mesurage de |'épaisseur - Méthode par coupe
micrographique.

Lubrifiants liquides industriels - Classification
ISO selon la viscosité.

6743: Lubrifiants, huiles industrielles et produits
connexes (classe L) - Classification.
2. Domaine d'application
La présente norme est un répertoire des méthodes d'essai. Elle
concerne les méthodes et procédures d'essai pour cartes imprimées

prétes au montage des composants et ne tient pas compte de leur
méthode de fabrication.

3. Objet

Décrire des méthodes d'essai normalisées pour évaluer les propriétés,
les dimensions et l'exécution des cartes imprimées.
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68-2-30 (1980): Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12 hour cycle).
97 (1970): Grid system for printed circuits.
194 (1975): Terms and definitions for printed circuits.

249-1 (1982): Base materials for printed circuits, Part 1: Test
methods.

326-1 (1984): Printed boards, Part 1: General information for the
specification writer.

326-3 (1980): Part 3: Design and use of printed boards.

326-4 (1980): Part 4: Specification for single
printed boards with plain holes.

Part 5:

sided

326-5 (1980): Specification for single \and

326-6 (1980): qultila printed boards.

454 . sensitive) adhesive tapes

454-3-1 (1976): materials.
polyvinyl

695-2-1 (1980): Fi % 2: Test methods. Glow-wire

695-2-2 (1980

Other pu

1SO Standard gllic and oxide coatings - Measurement of

pating thickness - Microscopical method.

: Industrial liquid lubricants - 1SO viscosity
classification.

Lubricants, industrial oils and related pro-
ducts (class L) - Classification.
2. Scope
~ This standard is a catalogue of test methods. It relates to test
methods and procedures for printed boards irrespective of their

method of manufacture, when they are ready for the mounting of the
components. ‘

3. Object

To describe standard test methods for assessing the properties,
dimensions and performance of printed boards.
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4. Généralités
4.1 Conditions atmosphériques normales d'essai
Sauf indications contraires, tous ‘les essais doivent étre effectués

dans les conditions atmosphériques normales spécifiées dans la Publi-
cation 68 de la CELI.

La température ambiante et I'humidité relative dans lesquelles les
mesures sont effectuées doivent étre notées dans le rapport.

En cas de désaccord entre acheteur et vendeur en ce qui concerne
les résultats d'essai, les essais doivent étre effectués 3 |'une des
"conditions de référence”" de la Publication 68 de la

4.2 Eprouvette

Si possible et sauf spécifications contrairé i otre effectué
sur les cartes de production.

Des éprouvettes détachables peuvef s ou souhaitables
pour certains essais. :

les cartes de produc
d'éprouvettes composées
production, a l'aide des
maniére a étre représ
composées a A8

échelonnées

sous la forme
avec les cartes de
de

Si des éprouvettes
elles doivent étre

5.1. a: Méthode de grossissement 3 x

Le controle visuel doit étre effectué en utilisant un équipement

optique d'un grossissement linéaire d'environ 3 x et si possible en
lumiére diffuse.

5.1.2 Essai 1b: Méthode de grossissement 10 x
Si cela est spécifié, le contrdle visuel doit étre effectué en utilisant

un équipement optique d'un grossissement linéaire d'environ 10 x et si
possible en lumiére diffuse.
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4, General
4.1 Standard atmospheric conditions for testing
Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under
standard atmospheric conditions, as specified in |EC Publication 68.
The ambient temperature and the relative humidity at which the
measurements are made shall be stated in the report.
In case of dispute between purchaser and vendor about test results,

the tests shall be carried out at one of the "referee conditions" of IEC
Publication 68.

4.2 Test specimen

If possible and unless otherwise specified, carried
out on production boards.

conjunction with the production\boa e same materials and
processes so as to be representafive the production boards. If
separate composite test co hufactured, they shall be
spaced out evenly\i a quantity that a good

ion checks identification, appearance, work-

5.1.1 K 3 magnification method

The visual examination shall be carried out using optical equipment
with approximately x 3 linear magnification and where possible trans-
mitted light.

5.1.2 Test 1b: x 10 magnification method
When specified, the visual examination shall be carried out using

optical equipment with approximately x 10 linear magnification and
where possible transmitted light.
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5.1.3 Essai 1c: Méthode de grossissement 250 x

Si cela est spécifié, le contréle visuel doit é&tre effectué en utilisant
un équipement optique d'un grossissement linéaire d'environ 250 x.
Cette méthode est exigée habituellement pour la coupe métallo-
graphique.

5.2 Essai 2: Examen dimensionnel
L'examen dimensionnel est la mesure des dimensions réelles au moyen

d'outillage et d'appareils de mesure, par rapport a la spécification
particuliére.

5.2.1 Les outillages et appareils de mesure doivent avp
une lisibilité appropriées a la dimension et a la to

ne précision et

5.2.2 Essai 2a: Méthode optique

Si cela est spécifié, des mesures
dimensions des trous et défauts de
étre effectuées au moyen d'instrume
mesure permettant de lire 0,025 mnt.

ucteurs, doivent
un réticule de

5.2.3 Si cela est spécifié,
des cartes imprimées
comme indiqué dans
particuliére.

telles que la planéité
au moyen de jauges
dans la spécification

Essais électr{

Ces

6.1.1.3 Méthode

La résistance doit atre mesurée par une méthode convenable sur
deux conducteurs a deux endroits. L'erreur de mesure ne doit pas
étre supérieure 3 5%. Le courant doit étre maintenu suffisamment
faible, afin d'éviter un échauffement appréciable de I'éprouvette.

En cas de désaccord, on devra utiliser une méthode a quatre points.

6.1.1.4 Détails d spécifier
a) conducteurs a mesurer;
b) valeur de la résistance;

c) tout écart par rapport 3 la méthode d'essai normale.
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5.1.3 Test 1c: x 250 magnification method
When specified, the visual examination shall be carried out using
optical equipment with approximately x 250 linear magnification. This is
usually required for microsection.
5.2 Test 2: Dimensional examination
The dimensional examination is the measurement of actual dimensions

with the aid of measuring tools and measuring equipment against the
relevant specification.

5.2.1 The measuring tools and equipment shall have a yracy and

5.2.2 Test 2a: Optical method

When specified, particular measurements, i e ensions
of holes and edge defects in conductors, 3 easyred with an
optical instrument having a measuring—ret s readability
of 0,025 mm.

5.2.3 When specified, particula
printed boards, shall be ¢
the test method and/or the

instance, flatness of
as specified under

6. Electrical tests

6.1 Test 3: Resistance
6.1

6.1.

ance of conductors.

shall be carried out on specified conductors. These

6.1.1.3 Method

The resistance shall be measured using a suitable method on two
conductors at two places. The measuring error shall not be greater
than 5%. The current shall be kept small enough to avoid heating the
specimen appreciably.

In case of dispute, a four-terminal method shall be used.

6.1.1.4 Details to be specified
a) conductors to be measured;
b) value of the resistance;

c) any deviation from the standard test method.
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6.1.2 Essai 3b: Résistance des interconnexions
6.1.2.17 Objet
Déterminer la résistance des interconnexions sur une carte imprimée.

6.1.2.2 Eprouvette

La mesure doit &tre effectuée sur des parties déterminées d'une carte
de production, d'une éprouvette détachable ou d'une éprouvette
composée a découper.

6.1.2.3 Méthode

La résistance doit étre mesurée par |'applicatie a méthode a
quatre points ou d'une méthode équivalep deux trous
déterminés.

Le courant mesuré ne doit pas étre L'erreur
totale n'excédera pas 5%.
Voir, aux figures 1 et 2, deux mé de conhnexion typiques.

Méthode de connexion A

Les conducteurs soh
figure 1.

fes | trous déterminés selon la

Méthode de caonnexion

r 'emploi de deux paires de pointes

telles que décrites dans l'essai 5a sont

écart par rapport a la méthode d'essai normale.

6.1.3 Essai 3c: Variation de résistance des trous métallisés,
cycle thermique ‘

6.1.3.1 Objet

Déterminer |'accroissement de résistance qui peut se produire lorsque
les trous métallisés sont soumis 3 un cycle thermique, en mesurant la
résistance d'une maniére continue durant l'essai.

L'accroissement donne une indication de la qualité du placage
métallique.
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6.1.2 Test 3b: Resistance of interconnections
6.1.2.1 Object

To determine the resistance of interconnections on a printed board.

6.1.2.2 Specimen

The measurement shall be carried out on specified parts of a pro-
duction board, of a test coupon or of a composite test coupon.

6.1.2.3 Method

The resistance shall be measured with a four-te hod or
equivalent method between two specified holes.

The measuring current shall not exceed 0,1 W@ t asuring
error shall be less than 5%.

Two typical connection methods are s
Connection method A

Leads are soldered into the

Connection method B

bpairs of contact pins according

in Test 5a are suitabie (see

6.1.3 Test 3c: Change in resistance of plated-through holes,
thermal cycling

6.1.3.1 Object
To determine the increase in resistance of plated-through holes that
may occur when the holes are subjected to thermal cycling, by moni-
toring the resistance continuously during the test.

The increase gives an indication of the quality of the plating.
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6.1.3.2 Eprouvette

L'essai est effectué sur une carte imprimée convenable comportant un
certain nombre de trous métallisés reliés en série.

Lorsque |'utilisation d'éprouvettes conformes aux Publications 326-5
ou 326-6 est admise, l'essai est exécuté sur des "éprouvettes D".

La carte imprimée doit &tre de préférence non revétue d'étain-plomb.
Si tel n'est pas le cas, le revétement est éliminé chimiquement avant
'essai, mais il faut faire attention & ne pas endommager le cuivre.

Note.- Un décapant convenable est constitué de:

- 330 ml d'acide nitrique 60X (masse
20 °Cy; '

i
(N [

3
et
o.
Q
0
[
Q
1]
-h
[
c
Q
o
Q
i
[N
o}
c
o
P
(==}
~
~
3
bl
n
1
<

a 20 °cy;
- 670 ml d'eau désionisée.

Attention: quand on utilise 1 doit prendre les
éviter des consé-

6.1.3.3 Méthode

La résistance {(ou
connectés en série est
100 £+ 5 mA en

correspondante) des trous
n courant de mesure constant de
quatre points de mesure. La
résistance eg e continue durant l'essai. L'éprou-
vette est ehregistreur, par exemple par un
connecteur x tre onvenable.

Wpérature ambiante, comme spécifié au paragra-
Essai 19a, mais maintenu & la température de
N\_pgur obtenir un bon refroidissement, il est indispen-
le”’bain a 25 °C contienne un fluide & faible viscosité.

bait{ chaud, comme spécifié au paragraphe 9.2.1, Essai 19a,
anu a la température de 260*3 °C.

L'éprouvette est immergée verticalement dans le liquide & une pro-
fondeur telle que la surface des connexions reste libre, par exemple
avec le connecteur d'extrémité de carte a environ 30 mm au-dessus de
la surface du liquide. Pour améliorer le transfert de chaleur pendant
'immersion dans le bain chaud, |'éprouvette est agitée légerement
(dans une direction horizontale paralléle a sa surface). Aprés immer-
sion et retrait du bain a 25 °C, le liquide restant sur 1'éprouvette est
éliminé avant l'immersion suivante.

L'éprouvette est immergée alternativement dans le bain a 25 °C et
dans le bain a 260 °C. Le cycle commence et se termine par une
immersion dans le bain a 25 °C. Le déplacement de l'éprouvette du
bain a 260 °C au bain a 25 °C doit étre effectué sans délai.
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6.1.3.2 Specimen

The test shall be carried out on a suitable printed board having a
number of plated-through holes connected in series.

Where the use of test coupons as specified in Publications 326-5 or
326-6 is agreed, the test shall be carried out on "Specimen D".

The test board shall preferably not be tin-lead plated. If it is, the
plating shall be chemically removed prior to testing but care shall be
taken to avoid any detrimental effect to the copper.

Note.- A suitable remover consists of:

- 330 ml nitric acid 60% (density, 1,36 g/cm
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- 670 ml deionized water.

Caution: when using remover
shall be taken to a

6.1.3.3 Method

The resistance (or the correspond voltage drop) of the holes
connected in series shall b ad\at a _constant measuring current
of 100 £ 5 mA usi ethiod. The resistance shall be
monitored continué st. >The specimen shall be connect-
ed to the recording d for|example, a suitable edge-board

connector.

The th@
baths altermnaté

Arried out by using two separate fluid

e bath, as specified in Sub-clause 9.2.1,

- e as specified in Sub-clause 9.2.1, Test 19a, kept at

The specimen shall be immersed in the fluid vertically to a depth
which leaves the area of connection, for example the edge board
connector, approximately 30 mm above the surface of the fluid. To
improve the heat transfer during the immersion in the hot fluid, the
specimen should be slightly moved (in a horizontal direction parallel to
its surface). After immersion and withdrawal from the 25 °C bath, the
fluid remaining on the test panel shall be removed before the next
immersion.

The specimen shall be immersed alternately in the 25 °C bath and in
the 260 °C bath. The cycling begins and ends with an immersion in
the 25 °C bath. The specimen must be transferred from the 260 °C
bath into the 25 °C bath without time delay.
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Le nombre total d'immersions doit &tre conforme au nombre spécifié.
L'éprouvette séjourne dans le bain 3 25 °C jusqu'd ce qu'une lecture
stable de la résistance soit obtenue. L'éprouvette séjourne dans le bain
3 260 °C durant 20 + 1 s. Si les caractéristiques du support isolant
I'exigent, de légéres différences de temps d'immersion peuvent étre
spécifiées dans la spécification concernée ou selon accord entre l'ache-
teur et le vendeur.

La valeur de résistance (ou la chute de tension correspondante) est
portée sur une échelle de durée en relation avec le nombre d'immer-
sions. Le diagramme qui résulte, par exemple d'un enregistreur de
courbes, a un aspect similaire a celui de la figure 4.

6.1.3.4 Détails a spécifier
a) éprouvette 3 soumettre a l'essai;
b) nombre d'immersions & 260 °C;

c) accroissement maximal admissible en résistance

entre la premiére et la derniére immg

d) accroissement maximal admissible de la résistance

entre la premiére et la derniéere

la résistance

e)

f) ai normale.
6.2

La pontrolée par deux (2) méthodes
d’'essais: : t du) circuit; et essai 4b: Continuité du
circuit. i 3 -€ combinés de facon 3 les faire subir
succe souvette. D'habitude, l'essai de continuité

ame valeur de courant comme condition limite
s d'isolement du circuit et les conditions de

6.2.1 Essai 4a: |solement du circuit
6.2.1.1 Objet

Vérifier |'absence de contacts conducteurs entre des parties spéci-
fites de I'impression conductrice d'une carte imprimée, parties prévues
pour ne pas étre reliées, selon la spécification particuligre (c'est-
a-dire le dessin, les exigences du client, les données numérisées,
etc.).

6.2.1.2 Eprouvette
L'essai est pratiqué sur toutes les parties ou sur des parties spéci-

fides des impressions conductrices sur, ou entre, des couches de la
carte imprimée de production.
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The total number of immersions shall be as specified. The specimen
shall remain in the 25 °C bath until a stable reading of the resistance
is obtained. The specimen shall remain in the 260 °C bath for a period
of 20 + 1T s. If the characteristics of the base material used require it,
slightly different immersion times may be specified in the relevant
specification or agreed upon between purchaser and vendor.

The resistance value (or the corresponding voltage drop) is plotted
on a time scale against the number of immersions. The diagram result- .
ing, for example from a chart recorder, has an aspect similar to that
shown in Figure 4.

6.1.3.4 Details to be specified

a) specimen to be tested;

b) number of 260 °C immersions;

¢) maximum permissible increase in per cent o S een the

first and the last 25 °C immersion;

d) maximum permissible increase in per ¢
first and the last 260 °C immersion

e) maximum permissible increase i \gFd: esistance during any
one 260 °C immersion;

f)
6.2 Test 4: Electrical integrity

by two (2) test procedures:

Test 4a: i9% on; : . Circuit continuity. These tests
may be combined\ip -fed out one after the other on the
same spec@. tinuity (Test 4b) is done first.

i mon value of current as a limiting condition
(i.e., as efween circuit isolation conditions and circuit
contin as well as the use of automatic test equipment

6.2.1 Test 4a: Circuit isolation

6.2.1.1 Object
To verify the absence of conductive connection between specified
parts of a conductive pattern of a printed board that were intended to

be unconnected, in accordance with the relevant specification (i.e.,
artwork, customer requirements, computer aided data, etc.).

6.2.1.2 Specimen

The test shall be carried out on all or on specified portions of
conductive patterns on or between any layers of the production board.
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6.2.1.3 Méthode

Les points spécifiés de chaque circuit de l'impression conductrice
accessibles séparément sont reliés & la source d'essai par des moyens
adéquats, par exemple par des pointes d'essai appliquées aux conduc-
teurs ou pastilles spécifiées. Les circuits restants, non soumis a
'essai, peuvent étre reliés entre eux, ou reliés en groupe a tour de
réle, ou essayés chacun a son tour.

S'il y a lieu, des arrangements. multiples de pointes d'essai peuvent
étre utilisés (par exemple: "lits de clous”, cartes a pointes de circuits
hybrides ou intégrés, etc.). Si la carte imprimée comporte des contacts
d'extrémité de carte (fichier imprimé), ils peuvent e aussi utilisés
conjointement, avec un connecteur adéquat ou des pointes _d'essai.

Une tension d'essai spécifiée est appliquée a
'impression conductrice 3 essayer de fagon q se s'il y
a un court-circuit. La source de cette ténsi i \comporte les
moyens permettant de fournir un couran ) : imiter a une
valeur inférieure & l'intensité maximale
pour éviter une surchauffe.

Une évaluation rapide des courts tre faite en utilisant
un indicateur simple, tel qu'u instrument de mesure ou
un appareillage électrique surant en un signal qui

Pour une évaluation 3 as courts-circuits, le courant doit
étre fourni elles que la valeur de la résis-
tance ohmiq impressions conductrices séparées
puisse étre arge d'erreur n'excédant pas 100% de

la valeur rice donnée comme exigence limite pour
l'isoleCnt
ne’ doi avoir> de court-circuit entre les points spécifiés.

n courant quelconque passant entre les conducteurs
'essai est supérieure 3 1 MQ ou a toute autre valeur

6.2.
a) ion d'essai;
b) résistance minimale acceptable, si elle est autre que 1 MQ;
c) partie(s) de I'impression conductrice a essayer;
d) courant maximal acceptable;

e) tout écart par rapport a la méthode d'essai normale.

6.2.2 Essai 4b: Continuité du circuit
6.2.2.1 Objet

Vérifier qu'il y a bien continuité électrique entre des points de
I'impression conductrice d'une carte imprimée spécifiées comme reliés
entre eux, selon la spécification particuliére (c'est-a-dire le dessin,-les
exigences du client, les données numérisées, etc.).
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6.2.1.3 Method

The specified points of each separately accessible circuit of the
conductive pattern shall be connected to the test source by suitable
means, for example, by test probes contacting the specified conductors
or lands. The remaining circuits, not under test, may be connected
together, connected in turn as groups, or tested in turn individually.

Where appropriate, multiple arrangements of test probes may be used
(for example, beds of nails, integrated or hybrid circuit pattern
probes, etc.). Where a printed board contains edge board contacts,
these may also be used together with a suitable edge socket connector
or test probes.

pattern under test, so that a current flows
present. The source of the test voltage shal 3 3
means for monitoring delivered current and, limiti o ent to a
value within the current carrying capacity B Ci

order to avoid overheating.

For sophisticated evaluatjon ROY iccuits, the current shall be
monitored in such a fashlon as able e value of ohmic resistance
existing between epa to be determinable
within a measyreme 3 exceeding 100% at the minimum

value of resists
isolation.
There s;

evaluating

limiting requirement for circuit

circuits between specified points. When
ents, circuit isolation is deemed to be

alug of resistance represented by any current
flowing be : epa ate conductors under test is greater than 1 MQ,

6.2.1.4 Detqg

b) minimum allowable resistance if other than 1 MQ;
¢) part(s) of conductive pattern to be tested;
d) maximum allowable current;

e) any deviation from the standard test method.

6.2.2 Test 4b: Circuit continuity
6.2.2.1 Object

To verify the establishment of electrical continuity through the
specified connected points of a conductive pattern of a printed board
in accordance with the relevant specification (i.e., artwork, customer
requirements, computer aided data, etc.).
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6.2.2.2 Eprouvette

L'essai est pratiqué sur toutes les parties ou sur des parties spéci-
fiées des impressions conductrices, sur, ou entre, des couches de la
carte imprimée de production. ‘

6.2.2.3 Méthode

Les points spécifiés de l'impression conductrice sont reliés au sys-
téme d'essai par des moyens adéquats, par exemple par des pointes
d'essai appliquées aux conducteurs ou pastilles spécifiés. Le cas
échéant, des arrangements multiples de pointes d'essai peuvent étre
utilisés. Si la carte imprimée comporte des contac d'extrémité de
carte (fichier imprimé), ils peuvent étre aussi uti onjointement,
avec un connecteur encartable adéquat ou pointes d'

On applique tour a tour une tension d'essai :
a chaque chemin conducteur connecté séps ent ywtilisant tout

point de connexion du circuit accessibl par exemple

t successivement

chaque autre point de connexion ext emin choisi doit
étre relié.

Une évaluation rapide de la rique peut étre faite en

utilisant un indicateur /i p instrument de

mesure ou un appareills < que \transformant le courant en un
signal qui peut étre utili ii

la continuité du circuit, le
n conducteur doit étre fourni avec
valeur de la résistance ohmique
points compris dans le circuit puisse

istance connue par le courant passant entre des points quel-
conques du circuit est inférieure 3 5 Q ou a toute autre valeur
spécifiée dans la spécification particuliére du client.

6.2.2.4 Détails a spécifier
a) tension d'essai;
b) résistance maximale acceptable, si elle est autre que 5 Q;
c¢) partie(s) de l'impression conductrice a essayer;

d) courant maximal acceptable;

e) tout écart par rapport a la méthode d'essai normale.
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6.2.2.2 Specimen

The test shall be carried out on all or on specified portions of the
conductive patterns on or between any layers of the production board.

6.2.2.3 Method

The specified points of the conductive patterns shall be connected to
the test circuit by any suitable means, for example, by test probes
contacting specified conductors or lands. Where appropriate, multiple
arrangements of test probes may be used. Where a printed board
contains edge board contacts, these may also be used together with a
suitable edge socket connector or test probes.

continuity, the resultant

in such a fashion as to
exXisting between any points within
the circuit to pe k iha in/ a measurement uncertainty not to

exceed 100% a value of resistance given as the limit
requirem

limit the maximum current to be
rying capacity of the circuits under test.

eléctrical continuity between all specified points of
For sophisticated equipment, the circuit continuity is

sented by~the’current flowing between any points in the circuit is less
than 5 2, or whichever single value is specified in the customer detail
specification.

6.2.2.4 Details to be specified

a) test voltage;

b) maximum allowable resistance if other than 5 Q;
c) part(s) of conductive pattern to be tested;

d) maximum allowable current;

e) any deviation from the standard test method.
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6.3 Essai 5: Epreuve de courant
6.3.1 Essai 5a: Epreuve de couf'ant, trous métallisés
6.3.1.1 Objet

Déterminer la capacité du revétement métallique des trous métallisés a
supporter un courant d'essai spécifié.

6.3.1.2 Eprouvette
L'essai doit &tre effectué sur des trous métallisés d'une carte de

production. Il peut &tre appliqué a des trous qui paraissent suspects a
I'examen visuel.

6.3.1.3 Méthode

Faire passer un courant d'intensité dgtem

pendant une durée de 30 s, a travers I3 étalli
lisé, ce courant étant contrélé en perms :

e tableau |,
trou métal-

TABLEAU |
NN A
D Intensi du
Diamétre du %r ourant d'essai
mm A
076 \> 8
0, 9
0 11
1, 14

appliqué au moyen de pointes d'essai telles qu'illus-
On exercera une pression suffisante pour assurer

a) trous a controdler;
b) mesures finales et exigences;

c) tout écart par rapport a la méthode d'essai normale.
6.3.2 FEssai 5b: Epreuve de courant, conducteurs
6.3.2.1 Objet
Déterminer la capacité des conducteurs et des connexions entre

conducteurs et du revétement métallique des trous métallisés a sup-
porter un courant spécifié.
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6.3 Test 5: Current proof

6.3.1 Test 5a: Current proof, plated-through holes
6.3.1.1 Object

To assess the ability of the plating in plated-through holes to wuth-
stand a specified test current

6.3.1.2 Specimen
The test shall be carried out on plated-through holes of a production

board. The test may be applied to holes that appear spect when
visually examined.

6.3.1.3 Method
A current in accordance with Table | shall be/passe period of

30 s through the plating within a plated-thro
continuously monitored.

TABLE |

Hole diameter est e
mm

The cury
a.c. or d.c

The pplied by test probes. Suitable probes are
shown ficient pressure shall be exerted to ensure good
electti 3 A force of about 1 N may be suitable.

6.3.1.4

a) holes to be tested;

b) final measurements and requirements;

c) any deviation from the standard test method.
6.3.2 Test 5b: Current proof, conductors
6.3.2.1 Object
To assess the ab|l|ty of conductors and of connections between

conductors and plating in plated-through holes to withstand a specified
current.
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6.3.2.2 Eprouvette

L'essai doit étre effectué sur des parties spécifiées d'une impression
d'une carte de production, d'une éprouvette détachable ou d'une
éprouvette composée a découper.

6.3.2.3 Méthode

Un courant continu ou alternatif spécifié doit passer par le conduc-
teur a contrdler, pendant une durée spécifiée. Le courant doit étre
controlé en permanence.

Le courant sera choisi conformément aux instructions de la Publi-
cation 326-3 de la CEI.

On doit prendre soin d'assurer un bon conts du conduc-

teur a contréler.
6.3.2.4 Détails a spécifier

a) conducteur(s) & controéler, point
b) courant, valeur et durée;
c) mesures finales et exigence

d) tout écart par rappor $sai normale.
6.4 Essai 6: Résistance d'j |
6.4.1 Essai 6a: R couches de surface
6.4.1.1 Objet
d'isolement entre des parties spécifiées
trice a la surface d'une carte imprimée ou

multicouche avant stratification.

slement fournit une indication de la qualité du
thodes employées en production.

cifier pelr cet essai.
6.4.1.2 Eprouvette
La résistance d'isolement doit étre mesurée entre deux points spéci-
fiés quelconques de l'impression conductrice d'une carte de production
ou d'une couche d'une carte imprimée multicouche avant stratification.
L'éprouvette doit étre manipulée soigneusement de maniére a éviter
toute contamination, par exemple empreintes de doigts, poussiéres,
etc.
6.4.1.3 Méthode
L'éprouvette doit étre préconditionnée selon |'essai 18a.
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6.3.2.2 Specimen

The test shall be carried out on specified parts of a pattern of a
production board, or of a test coupon or of a composite test coupon.

6.3.2.3 Method

A specified a.c. or d.c. current shall be passed through the
conductor under test for a specified period. The current shall be
continuously monitored. '

The current shall be chosen in accordance with the information given
in IEC Publication 326-3.

Care shall be taken to ensure good electrical co
tor under test.

6.3.2.4 Details to be specified

a) conductor(s) to be tested, including
b) current, value and duration;
¢) final measurements and require

d) any deviation from the <standa
6.4 Test 6: Insulation resistance
6.4.1 Test 6a: Insulg { wce/layers

6.4.1.1 Object

To det@
conductive g ate of a printed board or of a layer of a

ance gives an indication of the quality of the
quality of the processes used in the production.

6.4.1.2 Specimen
The insulation resistance shall be measured between any two spe-
cified points of a conductive pattern of a production board or of a
layer of a multilayer printed board before lamination.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid any conta-
mination, for example fingerprints, dust, etc.

6.4.1.3 Method

The specimen shall be preconditioned using Test 18a.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60326-2 1990


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60326-2-1990
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60326-2-1990

- 28 - 326-2 @ CEI

La résistance d'isolement doit &tre mesurée au moyen d'un appareil-
lage de mesure adéquat. La tension d'essai, c'est-a-dire la tension aux
bornes de la résistance d'isolement & mesurer, doit étre de:

10+ 1V, ou
100 + 15V, ou
500 ¢ 50 V,

selon la spécification particuliére. La tension d'essai doit étre appliquée
pendant 1 min avant la mesure. Lorsqu'une lecture de tension stable
est obtenue plus rapidement, la mesure peut alors é&tre commencée
immédiatement. Lorsqu'une lecture de tension stable n'est pas obtenue
aprés 1 min, cela doit &tre mentionné dans le rapport d'essai.

La spécification particuliére peut aussi exiger sure\de résistance
d'isolement i températures élevées, par exem de
chaleur séche ou un essai d'humidité, i ropvette est
encore dans la chambre d'essai. Deés lors 3 bhodle doit étre
appliquée.

Dans le cas ou des fils d'essai son i on

oute influence sur

elles different des conditions

la résistance d'isolement entre des zones spécifiées d'une
nductrice, sur une couche interne d'une carte imprimée

La résistance d'isolement donne une indication concernant aussi bien
la qualité des matériaux que la qualité du procédé utilisé pour la
fabrication. L

Comme cette résistance d'isolement est une combinaison de résistance
de surface et de résistance de volume, on ne peut émettre aucune
corrélation avec la valeur spécifiée dans la Publication 249 de la CEl
pour le support isolant métallisé.

6.4.2.2 Eprouvette
La résistance d'isolement doit étre mesurée entre deux points spéci-

fiés quelconques de l'impression conductrice, sur une couche interne
d'une carte de production ou d'une éprouvette détachable.
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The insulation resistance shall be measured with suitable measuring
equipment. The test voltage, i.e. the voltage across the insulation
resistance to be measured, shall be:

10+ 1V, or
100 £+ 15 V, or
500 + 50 V,

as specified in the relevant specification. The test voltage shall be
applied for 1 min before measurement. If a stable reading is obtained
earlier, the measurement may be made earlier. If stable reading is not
obtained within 1 min, this shall be recorded in the test report.

The relevant specification may also call for mea
insulation resistance at elevated temperatures, e.g.
or a humidity test while the specimen is still
Then, the same method shall be applied.

Where the test wires enter into the chan
taken to minimize any influence on the i
6.4.1.4 Details to be specified

a) parts of the pattern to be
b) test voltage;

c) temperature a
d) minimum va
e) any dé
6.4.2 Test 6b:
6.4.2.1

The insulation resistance gives an indication of the quality of the
material as well as the quality of the process used in the production.

Since this insulation resistance is a combination of surface resistance
and volume resistance, no correlation with the value specified in |EC
Publication 249 for the metal-clad base material can be given.

6.4.2.2 Specimen

The insulation resistance shall be measured between any two speci-
fied points of a conductive pattern on an internal layer of a production
board or a test coupon.
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Lorsqu'on spécifie ces deux pomts on doit prendre soin d'éviter
I'influence d'autres couches.

'\

~

L'éprouvette doit étre manipulée soigneusement de maniére a éviter
toute contamination, par exemple empreintes de doigts, poussiéres,
etc.

6.4.2.3 Méthode

On doit appliquer la méthode spécifiée a l'essai 6a.

6.4.2.4 Détails a spécifier

a) parties de l'impression & mesurer;
b) tension d'essai; .

c) température et/ou humidité, si elles
normales;

d) valeur minimale de résistance d'isolem

e) tout écart par rapport a la métho
6.4.3 Essal 6c: Résistance d'isolement
6.4.3.1 Objet

Déterminer la
d'impressions conductrices
imprimées. la. résistan
la qualité d i
support isg

gsntre des parties spécifiées
couches adjacentes de cartes,
fournit une indication concernant

d iseleme
ot _lh qualité ou l'insuffisance d'épaisseur du

ont doit é&tre mesurée entre deux points
d'impressions conductrices, sur des couches

oit étre manipulée soigneusement de maniére a éviter
ination, par exemple empreintes de doigts, poussiéres,

On doit appliquer la méthode spécifiée a l'essai 6a.
6.4.3.4 Détails d spécifier

a) parties 3 mesurer;
b) tension d'essai;

c) température et/ou humidité, si elles different des conditions
normales;

d) valeur minimale de résistance d'isolement;

e) tout écart par rapport a la méthode d'essai normale.
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When specifying these two points, care shall be taken to avoid
influence from other layers.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid any conta-
mination, for example fingerprints, dust, etc.
6.4.2.3 Method
The method as spécified for Test 6a shall be applied.
6.4.2.4 Details to be specified

a) parts of the pattern to be measured;
b) test voltage;

c) temperature and/or humidity if different from s

d) minimum value of insulation resistance;

e) any deviation from the standard test met

6.4.3 Test 6¢c: Insulation resistance betwee
6.4.3.1 Object

To determine the insulati ween specified parts of

printed boards. The insul-
ation resistance gixes an i 3 { quality of the processing
and of the quali ins : hickness of base material or
bonding sheets,

6.4.3.2 Speci?
The insulati

cified points

6.4.3.3 Methoa
The method as specified for Test 6a shall be applied.
6.4.3.4 Details to be specified

a) parts to be measured; '
b) test voltage;

c) temperature and/or humidity if different from standard conditions;

d) minimum value of insulation resistance;

e) any deviation from the standard test method.
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6.5 Essai 7: Epreuve de tension
6.5.1 Essai 7a: Epreuve de tension, couches de surface
6.5.1.1 Objet

Vérifier la tenue d'une zone spécifiée de |'impression a la surface
d'une carte imprimée a des tensions spécifiées sans qu'aucun courant
de fuite ne soit mis en évidence par un contournement (décharge de
surface), des effluves (décharge dans l'air}) ou un claquage (perfora-
tion). La décharge peut étre observée visuellement ou décelée par un
appareillage d'essai d'une maniére appropriée.

Note.- L'épreuve de tension ne remplace pas la des distances

entre parties conductrices.
6.5.1.2 Eprouvette

L'essai doit étre effectué sur des zones § i impression a
la surface d'une carte imprimée. N ones sur une
couche de surface d'une carte imprimeée on doit prendre
soin d'éviter l'influence d'autres zo

de maniére & éviter

L'éprouvette doit étre manip eu
: @utes de doigts, poussiéres,

toute contamination,
etc.

6.5.1.3 Meéthode

étre appliquée entre les points spécifiés et progres-
jusqu'a la valeur spécifiée, puis

a) points d'application;

b) tension d'essai;
c) courant de fuite maximal;

d) tout écart par rapport a la méthode d'essai normale.
6.5.2 Essai 7b: Epreuve de tension entre couches

6.5.2.1 Objet

Vérifier la tenue des zones spécifiées d'impression sur des couches
adjacentes d'une carte imprimée & des tensions d'essai spécifiées sans
qu'aucune décharge disruptive ne soit indiquée par |'appareillage
d'essai.
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6.5 Test 7: Voltage proof

6.5.1 Test 7a: Voltage proof, surface layers
6.5.1.1 Object

To assess the ability of specified parts of a pattern on the surface
of a printed board to withstand specified test voltages without any
disruptive discharges as evidenced by flashover (surface discharge),
sparkover (air discharge), or breakdown (puncture discharge). The
discharge may be visually observed or indicated by the test equipment
in an appropriate manner.

Note.- The voltage proof test is not a substitute
distances between conductive parts. )

measuring

6.5.1.2 Specimen

: face layer
of a multilayer printed board, care shall o ayoid the in-

fluence of other parts or layers.

a) points of application;

b) test voltage;
c) maximum leakage current;

d) any deviation from the standard test method.
6.5.2 Test 7b: Voltage proof between layers
6.5.2.1 Obieci
To assess the ability of specified parts of patterns on adjacent

layers of a printed board to withstand specified test voltages without
any disruptive discharge as indicated by the test equipment.
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Les décharges disruptives fournissent une indication relative & des
procédés défectueux ou a une épaisseur insuffisante du support isolant
ou des feuilles de collage.

6.5.2.2 Eprouvette

L'essai doit atre effectué sur des zones spécifiées d'impressions sur
des couches adjacentes d'une carte imprimée.

L'éprouvette doit étre soigneusement manipulée de maniére a éviter
toute contamination, par exemple empreintes de doigts, poussiéres,
etc.

6.5.2.3 Méthode
La méthode spécifiée pour l'essai 7a doit étre
6.5.2.4 Détails a spécifier

a) points d'application;
b) tension d’essai;
c) courant de fuite maximal;

d) tout écart par rapps b normale.

6.6 FEssai 8a: Dérive de frégy
6.6.1 Objet

Détermi
des zones
oscill

6.6.

6.6

e spécifiée de l'impression de la carte imprimée sera reliée au
circuit oscillant d'une source haute fréquence extérieure. La fréquence
sera celle qu'indiquera la spécification particuliére.

Les changements de fréquence dus aux modifications des conditions
d'environnement seront mesurés par une méthode convenable, par
exemple directement a l'aide d'un fréquencemétre ou par une méthode 3
battement.

Les conditions d'environnement, comprenant le préconditionnement,
I'épreuve et la reprise, répondront a la Publication 68 de la CEI.
Une épreuve convenable est constituée par l|'essai Ca de la Publica-
tion 68-2-3 de la CEl, sévérité quatre jours.
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Disruptive discharges give an indication of defective processes or
insufficient thickness of base material or bonding sheets.

6.5.2.2 Specimen

The test shall be carried out on specified parts of patterns on
adjacent layers of a printed board.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid any conta-
mination, for example fingerprints, dust, etc.

6.5.2.3 Method
The method as specified for Test 7a shall be apph
6.5.2.4 Details to be specified

a) points of application;

b) test voltage;

c) maximum leakage current;

d) any deviation from the sta
6.6 Test 8a: Frequency drift
6.6.1 Object

To determine ied environmental conditions on

circuit.
6.6.2 Specime;

bart of the pattern shall be connected into the oscillating
circuit of an external high-frequency source. The frequency shall be
that specified in the detail specification.

Changes of frequency due to environmental conditions shall be
measured by any suitable means, for example directly with a frequency
counter or by a beat-frequency method.

The environmental conditions, including preconditioning, conditioning
and recovery, shall be in accordance with IEC Publication 68. A suit-
able conditioning is Test Ca of |EC Publication 68-2-3, severity four
days.
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Les mesures de fréquence seront effectuées:

a) aprés préconditionnement;
b) si requis, a certains moments de |'épreuve;

c) aprés reprise.
6.6.4 Détails a spécifier

a) zone de l'impression a essayer;

b) conditions d'environnement;

c) points de mesure dans la séquence d'épreuve;
d)} fréquence;

e) dérive permise;

f} tout écart par rapport a la méthode d'essa

6.7 Essai 9a: Impédance du circuit

carte imprimée (par exemple la ge
de mesure disponible, /z :
indiquée.

Si la mesure d'impédasice d’ it est requise par une spécifica-
‘ doit étre également spécifiée.

7.1 Essa@

7.1. érence, conditions atmosphériques normales

7.1.

la\vqualité de l'adhérence des conducteurs au support
des conditions atmosphériques normales, pour s'assurer
ce adéquate apres traitement.

rence est déterminée par la force par unité de largeur néces-
saire pour décoller le conducteur de la surface adjacente du support

isolant.

Note.- La force d'adhérence est influencée par 1'épaisseur de la
feuille de métal et par des revétements métalliques supplé-
mentaires.

7.1.1.2 Eprouvette

L'essai doit &tre effectué sur des bandes conductrices droites a
bords paralléles, de longueur convenable et de largeur uniforme.
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